
Contents

Part I Introduction

1 The Endeavour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
The Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
The Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Part II Architecture

2 Systems Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1 Architectural Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Design Concepts for Global Electron Microscope Control . . . . . 14
Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Feasibility Prototyping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1 Concept Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2 Taking Control Using a Proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3 A Matlab-Based Dynamic TEM Simulator . . . . . . . . . . . . . . . . 38
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4 Software Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.1 Thread Performance Modelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Part III Automation and Control Functions

5 Applications in Automated Microscopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.2 Throughput Maximisation of Particle Size Measurements. . . . . . 55
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

xi

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_1#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_1#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_1#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_1#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2#Sec5
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2#Sec5
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_2#Bib1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Sec15
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Sec15
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Sec22
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Sec22
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_3#Bib1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_4
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_4
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_4#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_4#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_4#Bib1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_5#Bib1


6 Focusing Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.2 Coarse-Grain Setting of the Magnetic Lens Focus:

Dealing with Hysteresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.3 Fine-Grain Setting of the Lens Focus: Dealing

with Defocus and Astigmatism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 Positioning Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2 Compensation of Friction in Motion Systems . . . . . . . . . . . . . . 85
7.3 Drift Correction in Electron Microscopes . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.4 Compensation of High-Frequency Disturbances

in Scanning Microscopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Part IV Conclusion

8 Final Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Appendix: Condor Project Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

xii Contents

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec10
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec10
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Sec10
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_6#Bib1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec2
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec7
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec7
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec17
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec17
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Sec17
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_7#Bib1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_8
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-4147-8_8

	Contents



